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分析結果に
確信を与えるµXRF
微小部蛍光X線分析装置　

Qualana

狙った微小箇所をそのまま測る。ずれないから結論に迷わない。

用途に合わせてスポット径を切り替え

Qualana の操作体験をお試しください！

カメラの
観察軸 斜め入射光学系Qualana光学系

測定位置の高さに関わらず、
指定した位置にX線を照射できます

高さが基準面からずれると、
適切な位置を測定できません

直上照射と高精度ステージが
狙い通りの測定を実現

Spot Focus Control機能により、
広い範囲の調査と微小領域の詳細確認を同一装置で両立

1 mmの高低差がある基板サンプル

光学像とのずれなく
元素マップを取得できます。

Qualana光学系

斜め入射光学系
凹凸のある試料では、光学像と

元素マップに位置のずれが生じます。

サンプル

サンプル

用途に応じて
切り替え

微小域測定 広域測定

Ba-Lα Sn-Lα

Ba-Lα Sn-Lα

20 μm

200 μm

1 mm
■電子基板の元素マップ＋光学像

Cu-Kα

5 mm
■電子基板の元素マップ＋光学像

Si-Kα Sn-LαNi-KαFe-KαCu-KαBa-Lα

20µm径で高精細に時間をかけて測定 200µm径で広範囲を素早く測定


